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XV Jubileuszowe Ogolnopolskie Sympozjum Spektroskopowe
Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiatow i zwigzkow chemiczrych

ANALIZA JEDNORODNOSCI NANOWARSTW C-Pd METODA
OBRAZOWANIA RAMANOWSKIEGO

R. Belka, M. Suchanska, J. Keczkowska
Wydzial Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Swietokrzyska,
Al Tysigclecia P.P.7, 25-314 Kielce

Nanostruktury weglowo-palladowe (C-Pd) dzigki swym sorpeyjnym wlasciwosciom moga
znalez¢ potencjalne zastosowanie w czujnikach wodoru i jego zwiazkow. Probki takie
wytwarzane sg w Instytucie Tele i Radiotechnicznym w Warszawie dwuctapows metodg
PVD/CVD [1,2]. Warstwy wytworzone w pierwszym etapie PVD (Physical Vapor Deposition)
z fullerenu Cyo i octanu palladu poddane moga by¢ modyfikacji w procesic CVD (Chemical
Vapor Deposition), w efekcie czego uzyskuje sig nanoporowate struktury weglowo-palladowe,
ktérych wasciwoscei fizyczne zmieniajg si¢ w obecnosci wodoru, wskutek jego adsorpcji,

Z praktycznego punktu widzenia istotne jest przeprowadzenie badan jakosci wytwarzanych
warstw PVD przed poddaniem ich modyfikacji w procesie CVD. Probki  powinny
charakteryzowaé si¢ jednorodno$cia matrycy weglowej, gdyz wplywac to moze na jakos¢
finalnego produktu. Badania tego typu przeprowadzone moga by¢ metodg obrazowania
mikroskopowego i ramanowskiego, w rezultacie czego otrzymuje sig informacje o strukturze
weglowe] z okreslonego obszaru warstwy.

Badania metoda obrazowania ramanowskiego przeprowadzono na  spektrometrze
ramanowskim Nicolet Almega XR, wyposazonym w zautomatyzowany stolik goniometryczny,
mikroskop optyczny i kamer¢ USB. Laserowy wiazke wzbudzajacg o dtugosei fali 532nm
i mocy 2.5mW ogniskowano przy pomocy obiektywu optycznego na obszarze o srednicy
ok. 3um. Obszar probki Pd-C o wymiarze 100 pm x 200 pm skanowano z rozdzielczoscig
przestrzenng 20 pm. Analiza widm wskazuje na dominacj¢ struktury fullerenowej w probkach
PVD, czego dowodem jest istnienie pasm charakterystycznych (maksimimum 1465cm ',
1570em”’, oraz 1425cm™). Stopien zdeformowania fullerenu okreslono poprzez wartosc
stosunku intensywnosci pasma 1465cm™” do intensywnosci pasma 1570cm . Obrazowanie
ramanowskie (rys. 1) pokazuje niejednorodnosci w wartosciach stosunku intensywnosci pasm
charakterystycznych, co pozwala wysnu¢ wniosek 0 wystgpowaniu zaburzen struktury

powierzchniowej badanej warstwy,
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a)

Rys. 1. Obraz mikroskopowy prébki Pd-C (a) oraz odpowiadajacy mu rozklad stosunku

intensywnosci pasm charakterystycznych (b).

Obszary o barwie czerwonej (punkt A) zawieraja wysokiej jakosci fulleren Cgo, z Kolei

granatowe ciemne wirgcenia (punkt C) to obszary, w ktérych obserwuje sig¢ rozpad tej odmiany

wegla (rys 2). Pozostaly obszar prébki (B) jest wzglednie jednorodny pod wzgledem

strukturalnym.
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Rys. 2. Widma ramanowskie probki Pd-C pokazujace roznice w jakosci struktury fullerytowe;.

Metoda obrazowania ramanowskiego pozwala ujawni¢ potencjalne réznice w strukturze
matrycy weglowej dla prébek PVD. Przedstawiony powyzej przyklad potwierdza te mozliwosci.
Wykorzystanie tej metody moze by¢ wige istotnym elementem kontrolowania jakosci warstw

weglowo-palladowych wytwarzanych na potrzeby przemystu sensorowego.
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